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Аннотация. Рассмотрен вопрос о применении скользящего резервирования электро-

оборудования системы электроснабжения, которое позволяет повысить надёжность системы 

электроснабжения при сильно изношенном электрооборудовании. 
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Abstract. The issue of the use of sliding redundancy in the electrical equipment of the power 

supply system is considered, which allows to increase the reliability of the power supply system with 

severely worn out electrical equipment. 
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Для достижения надёжной работы релейной защиты (РЗ) системы элек-

троснабжения (СЭС) применяются различные методы технической диагностики. 

Техническая диагностика элементной базы РЗ СЭС используется для оценки их 

состояния и прогнозирования работоспособности по величине стабильности 

наиболее информативных параметров [1]. Большинство отказов элементов РЗ 

СЭС, которые по разным причинам возникают в процессе эксплуатации, явля-

ются постепенными. Это связано с постепенным накоплением отклонений па-

раметров этих элементов по различным причинам. Значительная часть отказов 

элементной базы приходится по причине некачественных электрических кон-

тактов, ненадёжных «холодных паек», дефектов в резисторах, термокомпрес-

сионных соединениях интегральных микросхем (ИМС), микротрещин в структу-

ре коллекторного перехода и загрязнении поверхности кристалла транзистора и 

т.д. [2]. Чтобы обеспечить контроль надёжности работоспособности РЗ СЭС 

применяют метод интегральной диагностики. Методы интегральной диагности-
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ки получили широкое применение при оценке состояния полупроводниковых 

элементов, аналоговых, цифровых ИМС и больших интегральных схем (БИС). В 

основе контроля лежит проверка статических, динамических параметров, раз-

личных комбинаций входных и выходных сигналов, которые всегда сопровож-

даются изменением потребляемого тока. По величине потребляемого тока наи-

более достоверно определяются внутренние короткие замыкания и отклонения 

параметров проверяемого элемента РЗ СЭС от технических условий. Инте-

гральная диагностика предполагает  контроль РЗ СЭС по следующим состав-

ляющим метода [2]: 

– оценка состояния активных элементов ИМС по изменению параметров 

вольтамперной характеристики; 

– оценка состояния пассивных и активных элементов РЗ СЭС по уровню 

шумов; 

– использование тепловых воздействий для оценки состояния элементов 

РЗ СЭС. 

При анализе вольтамперной характеристики (ВАХ) полупроводниковых 

элементов выполняют сравнение экспериментальной  ВАХ с идеальной, чем 

больше отклонения между экспериментальной и идеальной ВАХ, тем меньше 

надёжность полупроводниковых элементов РЗ СЭС. 

Собственные шумы резисторов, интегральных схем, полупроводниковых 

приборов, коммутационных устройств и других элементов РЗ СЭС несут значи-

тельное количество информации о их состоянии. Шумы представляют собой 

случайные изменения во времени активной, реактивной или комплексной про-

водимости при подаче на проверяемое устройство определённого вида напря-

жения. Для оценки шумов устройств РЗ СЭС используют интегральный коэф-

фициент, равный отношению полезного сигнала на входе к уровню полезного 

сигнала на выходе.  

Тепловое воздействие способствует ускорению проверки элемента РЗ 

СЭС и позволяет получить информацию о временной деградации параметров в 

слабых местах электронных средств, конструкций, о нарушении технологии 

производства. Влияние теплового воздействия оценивается по изменению ВАХ 

(элемента, системы) во времени или непосредственным измерением заданных 

параметров. 
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